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ESCALAS NANO Y MICROMETRICAS MEDIANTE TECNICAS AFM
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Resumen

Las teorias actuales sobre rugosidad apuntan a la densidad espectral de rugosidad (PSD,
Power Spectral Density) como una herramienta poderosa y util para el estudio de la rugosidad
en superficies. La importancia radica en que las superficies fractales autoafines tienen un
comportamiento lineal en una amplia zona de su PSD. Pero nosotros queremos ir mas alla y
considerar el PSD no solo util para el estudio de superficies autoafines, sino para todo tipo de
superficies, ya que la informacion contenida en él es altamente reveladora del comportamiento
intrinseco de la rugosidad. La comprension a escala microscopica de la rugosidad es de gran
importancia para caracterizar procesos macroscépicos como adhesion, tribologia, mojado,
reflectividad Optica...etc.

Proponemos analizar la topografia de una superficie cualquiera y poner de manifiesto
que el ruido introducido por el aparato de medida, puede variar de forma significativa el
resultado de la topografia. Esto se reflejara en su correspondiente PSD, y por lo tanto en su
dimension fractal, que puede no tener que ver completamente con la topografia en si, sino con
el ruido introducido por el aparato de medida.

En el presente trabajo buscamos caracterizar de forma precisa la rugosidad fractal de
superficies autoafines y el ruido fractal intrinseco a un Microscopio de Fuerzas Atomicas
(AFM), para poder asi optimizar el mejor método de medida y discernir qué topografias son
auténticas y cuales estan altamente influidas por el ruido.
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